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El presente invento se refiere a un sistema para
probar una matriz de diodos ¥y, mis concretamente, a un
sistema que permite detectar un diodo en cortocircuito .
en una matriz de diodos, e idenfificar dicho diodo.

Diodos montados en matriz puede encontrarse espe-
cialmente en sistemas de decodificacidn, y en sistemas
de control de felés,‘En matrices de~decodificaci6n, la
marca de una fila, por ejemplo, permite que aparezca se=-
lectivamente una sefial en una o diversas columnas. Un diodo

en cortooireuito puede entonces proporcionar una informa-

-
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¢idén decodificada errdnea y ser enviada por la matriz. En
las matrices de control de felés, la marcacidn de una fila
y de una columna a través de potenciales apropiados permite
por ejemplo, activar o reponer un relé situado em el punto
de cruce de dichas fila y columna. También en este caso,
un diodo cortocircuitadoperturbari el funcionamientq de la
matriz.

Para utilizar dichas matrices con una conveniente
confiabilidad, es conveniente comprobarlas, para detectar
e identificar un diodo cortocircuitado.

El invento proporciona asi un sistema que permite
comprobar todos los diodos en una matriz a f£in de detectar
culaguier diodo cortocircuitado, y realizar esto antes 'de
cualquier operacidén en la matriz de diodos.

El sistema esti caracterizado porque couiprende:
por lo menos un p¥imer generador conectado a, por 1o menos,
una fila a través de, por lo menos, una primera resistencia
para enviar a las filas una primera tensidn inveréa, un
primer circuito de prueba conectado al terminal de fila de
cada una de dichas primeras resistencias, para enviar una
primera sefial si pasa una corriente a través de dicha
resistencia; por lo menos un segundo generador conectado
a, por lo menos, una c¢olumna a través de, por lo menos,
una segunda resistencia, para ehviara]as columnas una se-
gunda tensibn inversa; un segundo circuito de prueba conec~
tado al terminal de columna de cada una de dichas segundas
resigtencias, para enviar una segunda sefial si pasa una
corriente a través de dicha resistencia; ¥ una unidad de
control que procesa dichas primera y segunda sefiales que

llegan desde los circuitos de prueba para detectar cualquier
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diodo cortocircuitado y localizarlo.

. En la descripcidn que sigue aparecerén diferentes
caracteristicas del invento, dadas a modo de ejemplo no
1imitativo, en unidén de los dibujos qué se acompaflan en
los cuales:

La fig. 1 es una matriz de diodos para control
de relés a la que puede aplicarse el gistema del invento;

La fig, 2 es un diagrama general de una configura-
cibn del sistema de comprobacidn del inventos
3 La fig. 3 es un diagrama general de umna configu-
racidn del sistema de comprobacidn del invento, en dbénde
se proporciona solamente un generador de tensibn para las
filas y un generador de tensibén para las columnas;

La fig. & es un diagrama general de una configura-
cidn del sistema de prueba del invento en do6nde las filas
¥y las colummnas estén distribuidas en grupos, y dbénde existen
circuitos de prueba de grupos y circuitos de prueba de fila
¥y columna;

. La fig. 5 es un diagrama general de una configufa-
cién del circuito de prueba del invento, similar al sistema
de la fig. 4, en dénde existen generadores de grupo y gene-
radores de fila y columnaj

La fig. 6 es un ejemplo de los circuitos que per-
miten aplicar el sistema 'del invento como se representa é;
las figs. 1 a 5 y, particularmente, en la fig. 5.
Refiriéndonos a la fig. 1, describiremos primera-
mente una matriz de diodos M para controlar relés, a.la quess
puede aplicar el invento, a fin de poner de relieve el pro-
blema resuelto por el mismo. '

“Dicha matriz comprende m filas LH1, LH2....LHm
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y n columnas LVL, LV2...LVn. En el punto de interseccibn

de una fila y una columna e;té un punto de cruce tal como
Pl.l,.Pl.z, etc. Un punto de cruce (Pl.l por ejemplo) esté
constituido por un relé (R1l.1) y un diodo (D1.1) dispuestos
en serie y que conectan una fila (LH1) a una columna (LVl).i

A cada fila estd conectado un contacto de fila
(CH1, CH2....CHm) que permite aplicar una tierra a la misma.
A cada columna esthi conectado un contacto de columna (CV1,
Cv2...CVn) que permité un potencial negativo ~U a dicha
columna.

Si suponemos que un contacto de fila, CHl por
ejemplo, ¥y un contacto de columna, CV1l, por ejemplo, estén -
cerrados simultineamente, pasa una corriente a través del
siguiente circuito: tierra, contacto de fila CH1l, fila LHl,
punto de cruce Pl.l, columna LV1, contacto de columma CV1,
potenciai -U. Si suponemos ademés que existe un diodo en
otro punto de cruce distinto que el Pl.l, por ejemplo; el
pP2.2, j que esté cortocircuitado, también pasa una corriente
a tfavés del siguiente circuito: tierra, contacto de fila
CH1, fila LH1, punto de cruce Pl.2, columna LV, punto de
cruce P2.2, fila LH2, punto de cruce P2,.,1, columma LV1,
contacto de columna CV1 y poteﬁeial -U.

Queda asi claro que en el caso de un diodo corto~
circuitado, pasa una corriente adicional que puede prov;é;r
el control de relés distintos al localizado en el punto de

cruce considerado.

Refiriéndonos a las figs. 2 a 6, describiremos los
diagramas generales de diversas configuraciones del sistema
de comprobacidn segin el invento, permitiendo detectar los

diodos cortocircuitados en la matriz M.



10

15

20

25

30

-

Se

En todas estas figs. cada pﬁnto de cruce esté
simbolizado por una linea inclinada con una flecha que
muestra la direccidn de conduccién del diodo localizado en
el punto de cruce. Los circuitos de control de los puntos
de cruce (contactos de fila CHL a CHm, contactos de columna.
CV1l a CVn) no se muestran, pero 56n los mismos que en la
fig. 1.

Refiriéndonos ahora a la fig. 2, describiremos el
diagrama general de una configuracidén del sistema seghn el
invento.

Dicho sistema-comprende, ademas de la matfiz M:

-~ generadores de tensidn de fila, tales como GLH1 y GLHm,

nvgonectad?s, a través de resistencias tales como RHL y
Rim, a las filas (LH1, LHm);

- circuitos de prueba de fila , tales como CTH1 y CTHm,
conectados a lag filas (LH1,LHm)

- generadores de tensidémn de columma, tales como GLVL y GLVn
conectados a través de resistencias tales como RV1 y RVn
a las colummnas (LV1, LVn);

- una unidad de control UC.

La unidad de coﬁtrol Uclenvia una o varias seflales
de control, tales como Cd, a los generadores. Para simpli-
ficar, se supone que envia solamente la sefial Cd simulténea-
mente a todos los éeneradores. Los generadores de fila Gﬁhl
y GLHm aplican un potencial negativo -U a través de las

resistencias RV. a RVn, en las columnas LVl a LVnu.

Si suponemos que ningin diodo de la matriz esté
cortocircuitado, los generadores GLHl1 a GLHm, por una parte
Y GLV1 a GLVn por otra, blogqueando todos los diodos y no

puede pasar corriente. Los circuitos de prueba de fila ¢TH1
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a CTHm detectan el potencial negativo -U en las filas LHL

a LHp. Como respuesta, envian una sefial, en el nivel lbgico

"1 por ejemplo, en sus salidas SH1 a SHm., Los circuitos de

prucba de columna CTVn detectan la tierra en las cdlumnas
LVl a LVn. Como respuesta, envian una seiial, en el nive;
16gico 1 por ejemplo, en sus salidas SV1 a SVn. Las sefia-
les SH1L a SHm & SVl a SVn transmiten a la unidad de control,
que asi se informa de que no existe ningin diodo cortocircui
tado en la matriz M.

Si suponemos que estld cortocircuitado un diodo, po:
ejemplo, el localiszado en el punt§ de cruce Pl.l, al funcio-
nar los generadores CLHl y GLV1 puede pasar una corriente
a trqvés del siguiente circuito: tierra, generadarde cdlumna
CLV1l, resistencia RV1l, columna LV1, punto de cruce Pl.1l, fil;
LHl1, resistencia RHl, generador de fila GLHl, potencial -U,
El circuito de prueba de fila CTH1 ya.po detecta ei potencia.
~U en la fila LH1 debido a la caida de tensidn en la re-
sistencia RH1. Envia, como respuesta, ¥na sefial corres-
pondiente por su salida SH1, una sefial en el nivel légico
0, por ejemplo. La sefial de prueba de columna CTVl ya no
detecta tierra en la columna LV1 debido a la caida de po=-
tencial en la resistencia RV1. Consecuentemente, también
envia, como reppuesta, una sefial en el nivel 1légico O,
por ejemplo, pof'sﬁ salida SVI. La unidad de control UC'"
que recibe las seflales SHL y SV1 en el nivel 1légico O y
todas las otras sefiales en el nivel 1lbégico 1; se informa asi
de que el diodo locaiizado en el punto de cruce Pl.l esté
cortocircuitado. .

Ademls, si un sélo circuito de prueba CTH1l envia

una seifial SH1 en el nivel légico 0, mientras que todos los
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circuitos de prueba de fiia y todos los circuitos de pruecba
de c?lumna envian sefiales em el nivel légico L, la unidad,.
de control UC quedar& asi informada de que el generador
GLHL o0 el circuito de prueba CTH1 estdn defectuosos.

Refiriéndonos a la fig. 3, describirémos el diagra-
ma de un sistema de prueba en el que_;olo existe un generadox
de tensidn de filas )GH) y un generador de tensidn de co;i :
lumnas (GV).

Las resistencias RH1 a RHm conectan el generador
GH a las filas LH)l a LHm. Las resistencias RVl a RVn conec-
tanzel generador GV a las columnas LV1 a LVn.

El funcionamiento de dicho sistéma és idéntico
al del sistema de la fig. 2. -

' Por otra parte, si un generador, el GH por ejemplo,
estéa estropeado, la unidad de control UC lo detectari, porque
todos los circuitos de prueba §CTHL a CTHm) asociados con
este generador sumﬁnistraré sefiales (SHL a SHm) a nivel O,
mientras gque, si el otro generadorrﬂGV) funciona acrmalmente
los otros circuitos Qe rpeuba (CTVL a CTVn) enviaran sefiales
en el nivél légico 1.

El sistema de la fig. 3 tieme la ventaja de ahorrar
los generadores y de ser capaz de detectar con mds confia-
bili ad el fallo de uno de ellos.

Refiriéndonos a la fig. 4, describiremos el dia-
grama general de un sistema de pruebas de acuerdo con el
invento ¥y segdn el cual, existe un dispositivo particular
para los circuitos de prueba.

En la matriz M existen i grupos _de j filas y s
grupos de t columﬁas..Las J filas del primer grupo de

filas tienen las referencias LH1.l1 a LHj.l, las j filas
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del grupo i-fienen las referencias LHl.i a LHj.l. De lasz
mism§ manera, las I columnas del primer grupo de filas
tienen las referencias LV1.1l a LVt.1l, y las del grupo 3
tienen las referencias LVl.s a LVt.s, ademis existen también:
- i circuitos de prueba de grupos de filas (CTHGL a CTHGL)
cada uno de los cuales CTGHl por ejemplo, esth conect;do
a j filas de un grupo, LHL.1 a LHj.l segin el ejemplo
dado, a través de diodos de desacoplo )DHGL.l a DGHj.l1);
- j circuitos de prueba de fila (CTHL1 a CTHLj) cada uno de
los cuales, CTHLL por ejemplo, estd conectado a una fila
de rango determinado de la coluﬁna en cada grupo, LHi.l
a LH1,i segin el ejemplo dado, a través de diodos de de=-
sacoplo {DHLl.,la DHLi.i); i
- s circuitos de prueba de éolumna dispuestos de la misma
manera en que se ha descrito anteriormente para los cire
cuitos de prueba de fila;
-~ % circuitos de prueba de columna dispuestos de la misma
manera que los circuitos de prueba de fila anteriqres.
El generador de fila GH y el generador de columma
GV estén conectados, a través de las resistencias RHGIL a
RHLj y RVL1 a RVGs, entre los diodos y los circuitos de
prueba.

Como se ha explicado anteriormente, la unidad de
control envia una sefial de control C a ambos géneradore;‘
GH y GV : El éenerador GH envia un potencial -U a través de
las resistencias RHGl a RHLj, en las filas LH1.l a LHj.i.
El generador GV envia la tierra, a través de las resisten-
cias RVL1 a RVGs, a las columnas LV1.1l a LVt.s.

Si un diodo en la matriz M estid cortocircuitado

todos los circuitos de prueba de fila CTHL1 a CTHLJ y
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CTHGl a CTHGi detectan el;potencial -U. Ellos envian una
sefial de nivel 1 por su terminal SHL1 a SHLj y SHG1 a SHGi
hacia la unidad de control UC. De la misma manera, los cir-
cuitos de prueba de columna CTVL1 a CTVLt y CTVGl a CTVGs
detectan una tierra., Ellos suministran una sefial de nivel

1 en su terminal SVL1 a SVLt y SVGl a SVGs hacia la unidad
de control UC.'Esta filtima queda asi informada de que no
existe ningin diodo cortocircuitado en la matriz M.

Supongamos ahera que esti cortocircuitando un
diodo, el localizado en el punto de cruce de la fila LH1.1
y la columna LV1.1.

En estas condiciones, cuando.los generadores GH
y GY.entran en funcionamiento, pasa una éorrientq desde
el generador GV al generador GH a través de la columna LV1.1
y fila LH1.l. Dicha corriente pasa del generador GV a la
columna LV1.l a través de la resistencia RVL1 yAa través
de la resistencia RVGl. De la misma manera, la corriente
pasa de la fila LH1l.1l al generador GH por las resistencias
RHG1 ¥y RﬂLl.

Debido a la caida de tensidén en estas resistencias
el circuito de prueba de érupo de fila CTHGl y el circuito dé
prueba de fila CTHLl no reciben el potencial -U y envian
una sefial 0 a sus salidas SHGl y SHL1 hacia la unidad de
control UC. El ciréuito de prueba de grupo de columma CfVél
y el circuito de prueba de columna CTVL]l ya no detectan
la tierra; consecuentemente envian una sefial de nivel 0

por sus salidas SVGl y SVL1 hacia la unidad de control UC.

Esta filtima queda asi informada’del cortocircuito
existente en el diodo localizado en el punto de cruce de la

primera sila LH1.1l del primer grupo de filas y de la primera
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columna LVl.i del primer grupo de columnas.

La funcidén de los,diodos DHGl.l a DHLJj y DVLl.l
a DVGt.s es desacoplar los circuitos de prueba de grupo
de las filas o los circuitos de prueba de columnas.

Si no existieran tales diodos y un diodo en el
punto de cruce extuviera cortocircuitado, un potencial menos
negativo que «U en la fila LH1.1l, por ejeﬁplo, se propagaria
hacia todos los circuitos de prueba de grupo de fila CTHGL
a CTHGi y hacia todos los circuitos de prueba de fila CTHLL
a CTHLj; Un fendmeno similar ocurriria en las columnas. La
identificacidén de un diodo cortocircuitado seria entonces
imposible. »

Comparado con los sistemas descritos en las f;gs.
2 f 3, los sistemas de la fig. 4 tienen la ventaja de que
requieren solamente i + j circuitos de prueba de fila
(en lugar de i xi), Y 8 + t circuitos de pruyeba de columna
(en lugar de g x t), ademds el no funcionamiento de-un

circuito de prueba es detectado m&s facilmente en csté.sis~

tema, Un diodo cortocircuitado implica que cuatro circuitos
de prueba envian una sefial de mivel 0. En estas condiciones
si un solo circuito de prueba envia una sefial de nivel 0,
la unidad de control deducird que este circuito estéd ave-
riado. Se deduciri una deficiencia (pero mo ser& localizada.
si solamente dos o‘tres circuitos de prueba estén trabajahdo.

7 Refiriéndonos a la fig. 5, describiremos el diagra
ma general de un sistema de prueba similar al descrito en
relacibén con la fig. 4, en dbnde existen generadores de gru-.
pos y generadores de filas y columnas. .

En la descripcién de la fig. 4 se ha mostrado

la utilidad de los diodos de desacoplo DHGL.l a DHLj.i y
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DVL1.1 a DVGt.s. E1 funciénamiento del sistema serfa con-
secuentemente incorrecto si.uno de dichos diodos estuviera
cortocircuitado. Por lo tanto, es aconsejable asegurarse

de que no estén cortocircuitados.

A este fin, el sistema descrito en la fig. 5 propo:
ciona:

- un generador'de grupo de fila GHG, que envia un potencial
-U, conectado entre los circuitos de prueba de grupo de
fila CTHGL a CTHGi y los diodos . de desacoplo DHGl.l a
DHGj.i a través de las resistencias RHGL a RHGi;

- un generador de fila GHL, que envia tambiémn un potencial
+U, conectado entre los circuitos de.prueba de fila CTHLL
a CTHLj y los diodos de desacoplo DHL1.l a DHLj.i a tra-

v&s de las resistencias RHLL a RHLj;

"= un gemnerador de grupo de columna GVG, que envia una tierra

conectado entre ;os circuitos de prueba de grupo de column:
CTVGL a CTVGs y los diodos de desacoplo DVGl.1l a DVGt.s
a través de las resistencias RVGl a RVGs;

- un genérador de columna GVL, que envia una tiexrra. conecta
do entre los circuitos de prueba de columna CTVLL a CTVLt
y los diodos de desacoplc DVLl.l a DVLt.s a través de las
resistencias RVL1 a RVLt.

Ademés, la unidad de control puede enviar dos

sefiales de control, CdOl y Cd02 para el control separado de

los generadores de grupo de columna & fila y de los genera--

dores de fila o columna:

Supongamos primeramente que no existe diodo cor-
tocircuitado ni en las matrices M ni en lps diodos de desavw

coplo:

La unidad- de control UC envia la sefial de control
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Cd01l al generador de grupo de fila GHG y el generador de

. grupo de columma GVG.

El generador de grupo de fila GHG envia un poten=-
cial negativo -U a través de las resistencias RHGL a RHGi
y los diodos DHGl.l y DHGj.i. Los circuitos de prueba de
grupo CTHGl a CTHGi detectan dicho potencial ~U y envian
por sus'salida; SHG1 a SHGi una sefial de nivel 1 hacia la
unidad de control UC.

El generddor de grupo de columna GVG envia una
tierra en las columnas a través de las resistencias RVGl
y RVGs y los diodos DVGl.l a DVGt.s. Los circuitos de prucha
de grupo de columna CTVGL a CTVGs detectan dicha £ierra y
envian por sus salidas SVGl a SVGs una sefial de nivel 1
hacia la unidad de control UC,

Por otra parte, los circuitos de prueba dé fila
CTHL1l a CTHLJ no detectan el potencial -U; consecuentemente
envian una sefial de nivel 0 por sus salidas SHL1 a SHLj.
Los circuitos de prueba de columma CTVL1l a CTIVLt no detectan
tierra; enviin también una sefial de nivelio por sus salidas
SVL1 a SVLt.

La unidad de coﬁtrol recibe las sefiales SHG1
a SHGi y SVGl a S5VGs en el nivel 1, y las sefiales de nivel
0, SHL1 a SHLj y SLV1 a SLVt. De dénde se deduce que nin-
glin diodo de la matriz M ni de los diodos DHL1.l a DﬁLj;f
ni DVL1.l a DVLl.s est& cortocircuitado. |

La unidad de control UC envig entonces una seifial
de control Cd02 al generadof de fila GHL y al genérador de

columna GVL. -

El generador de fila GHL envia un potencial -U a

la fila a través de las resistencias RHL1 a RHLj y los diodo:

‘_
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DHL1.l a DHLj.i. Los circ?itos de prueba de fila CTHL1 a

" CTHLj detectan dicho potencial -U y envian una sefial denivel 1 por

sus salidas SHL1 a SHLj hacia la unidad de control UC.

Por otra parte, contrariamente a lo que se habia
diche anteriormente, los circuitos de prueba CTHGL a CTIEGLy -
CTVGl a CTVGs envian una sefial de nivel O por sus salidas
SHGL a SHGi y SVGL a SVGs.

Supongamos ahora que existe una diodo corto-circul
tado en la matriz M, estando situado, por ejemplo, en el
punto de cruce de la fila LH1.l y la columna LVI1.l.

Cuando los generadores de grupo GHG y GVG estén
funcionando bajo el control de la senal Cd0l, puede pasar
una corriente por el siguiente circuito: tierra, generador
ave, ‘Resistencia RVGl, diodo DVGl.l, columna LV1.1, punto
de cruce, fila LH1,1, diodo DHGl.l, resistencia RHCl, gene-
rador GHG, potencial -U,

El circuito de prueba CTHG1 &a no detecta el poten-.
cial -¥. Envia una sefial de nivel 0 por su salida SVGl hacia
la unidad de control UC, mientras que los otros ciréuitos
de prueba de grupo de columna envian una sefial d% nivel 1.

La unidad de control UC queda asi informada de que
el diodo localizado en una fila de un grupo de fila LH1.1l a
LHj.1l y en una columna en un grupo de columna LV.1 a LVt.l
estad corto.circuitado. <

Después de esto, cuando los generadores de fila
¥ columna GHL y GVL estin funcionando bajo el control de
la sefial Cd02, puede pasar una corriente por el siéuiente
circuito: tierra, generador GVL, resistenyia RVL1, diodo
DVLi.l, columna LV1.1l punto de cruce, fila LH1.1l, diodo

DHL1,l, resistencia. RHL1l, generador GHL, potencial -U,
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El circuito de prueba CTHL1 ya no detecta el po~

. tencial -U, Envia una sefial . de nivel o por su salida SHL1

hacia la unidad de control mientras que los otros circuitos
de prueba de filas envian una sefial de nivel 1. ElL circuito
de prueﬁa CTVL1 ya no detecta tierra, Envia una sefial de
nivel 0 por su salida SVL1 hacia la unidad de control mien-
tras que los otros circuitos de prueba de columna envian

una sefial de nivel 1.

La unidad de control UC queda informada asi de que
el diodo localizado en una fila dg rango 1 y en uno de los
grupos de fila y en una columna de rango 1 en uro de los
grupos de columna estd corto-circuitade. Dicha informacidn,
asociada con la informacidn obtenid; durante la prueba ton-
trolada por la sefial CdOl, hacen que la unidad de control
pueda deducir que el diodo localizado en el punto de cruce d:
la fila LH1 y la columna LV1.l est& corto-circuitado.

Supongamos ghora que esté corto-circuitado un diode
de desacoplo, por ejemplo, DHL1l.1l.

En el control de los generadores de grupo GHG y
GVG, debe fluir una corriente por el siguiente circuito:
tierra, ;esistencias RCHL1 y RHLl, diodo DHLI1.Ll, diods DHGl.:
resistencia'RHGl, generador GHG, potencial -U,

Por ser la resistencia RdHLl de un valor elevado,
la corrienéé que pasa por ella es muy baja y el circuito
CTHL1l detecta pricticamente un potencial -U. El circuito de
prueba CTHL1l envia consecuentemente una sefial SHL de nivel 1
mientras que bajo dicho control (Cd0l) enviaria, como los
otros circuitos de prueba de fila, una seifial de nivel O.

Al recibir dicha sefial SﬁLl, la unidad de control comnoce

qué diodo, distinto de los diodos DHL1.l1 a DHLl.i esté
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corto-circuitado. Dicha unidad de control envia la sefiali-

zacidn apropiada , de tal manera que el personal de mante-

‘nimiento repara la situacidn:

Por supuesto que, debido a la resistencia RCVL1,
el corto-circuito del diodo tal como el DVLl.l seria detec-
tado en el momento de control por un circuito de prueba de
fila tal como el CTVLI.

De la misma manera, la deteccidn de un corto-cir-
cuito en el diodo de desacoplo de los circuitos de prueba de
grupo (diodos DHGl.l a DHGj.i y DVGl.1 a DVGt.s) se realiza
en el momento del control de los generadores de fila y co-
Jumna GHL y GVLrpor la seﬁa% €Cd02 de :la misma manera que se
ha descrito anteriormente ydebido a las resistencias RCHGL y RCTGL.

' El fallo de un generador implicaréd la no respuesta
de todos.los circuitos asociados (las sefiales de deteccidn
enviadas serin entqnces de nivel 0). Por ejemplo, el fallo
del generador GHG seri detectado por el hecho de que todos
los circuitos de prueba CTHGL a CTHGi enviarin una sefial de
nivel O. i

El fallo de un circuito de prueba, CTHGLl por
ejemplo, seri detectado, en ausencia de cualquier corfo—
circuito en la matriz M, por las sefiales enviadas SHG1 en
el nivel O,.ﬁientras que los circuitos de prueba de grupo de
columna env;arén todos una sefial ‘de nivel 1 en el momento
del control por la serial CdOl, Adem%s, en el momento del
control por la seiial Cd02, los circuitos de prueba de co=-
lumna y fila ?nviarén una sefial de nivel 1.

Pueden coexistir los diferentes, defectos axami-
nados y son detectables de la %isma manera.

El sistema de prueba de la fig. 5 permite real-
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mente detectar an diodo corto-circuitado en la matriz M ¥y
asegura la deteccién de cualquier fallo del sistema.mismo.

Refiriéndonos a la fig. 6, describiremos una con-
figura§ién dé los circuitos que permite aplicar el sistema
del invento, como se representa en las fig. 1l a 5 y prin-
cipalmente en la fig 5.

El {Gnico generador GG y un solo circuito de prueb.
CTVGl se han representado en la fig. 6. El generador GG
dispone juntos los generadores de grupo de.columna y fila.
De la misma manera, los generadores de columna y fila podria:
ser agrupados en un mismo generador:

Al comienzo, estando el generador GG en reposo,
todos los transistores Tl, T2, T3, T4 estén bloqueadosJ
El circuito de prueba CIVGL estd también en reposo. Los
transistores T5 y T6 estén bloqueadoé: la salida SVGL est&

a un potencial +u que eorresponde al nivel iégico 6.

Una sefial de control negativa aplicada a la base
del transistor Tl lo hace conductivo. El potencial de base
del transistor T2 pasa del potencial -U a un potencial eﬂ-
tre -U y +u. El transistor T2 se hace conductivo. Ei poten-
cial de base del transistor T3 ﬁasa del potencial de tierra
a un potencial entre tierra y -U. El transistor T3 se hace
conductivo y envia una tierra en las columnas de la matriz
M a través de las resistencias tales como RVGl. El pote#éial
de base del transistor T4 pasa del potencial -U a un poten~
cial entre -U y tierra; El transistor T4 se.hace conductivo
y envia el potencial -U en las filas de la matriz M a través
de las resistencias tales como RHGL.

Si ningln diodo, pertenecieﬁte a'las filas a las

que estd conectado el circuito de rpueba CTVGlL, estd corto-
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circuitado, el potencial eﬁ la base del transistor T5 pasa

al patencial de tierra, abandonando la consideracibén de la
tensidén de umbral del diodo D1l. El emisor del transistor

T5 estd a un potencial negativo bajo -Ut y su colector a

un potencial +u. El transistor T5 se hace conductivo. La
base del transistor T6 pasa del potencial +u a un poténcial
casi igual a —ﬁta El transistor T6 se hace conductivo. La
salida SVGl pasa del potencial +u (que corresponde al ni-
vel lbgico 0) a un potencial entre +u y -Ut ( que corresponde
al nivel légico 1).

Por otra parte, si un diodo, que pertenezca a una :
fila a la que estl conectado el ci;cuito de prueba CTVGL,
estl corto-circuitado, el potencial en la base es un potencial
negativo (entre tierra y -U). El transistor T5 permanece
bloqueado, el transistor T6 también. La salida S?Gi permanecéh
al potencial +u que corresponde con el nivel 1légico O.

Los cirouitos representados en la fig.-6, por
lo tanto, aplican el sistema del invento como se describe
en la fig. 5. Estos circuitos serian aplicables también
a los sistemas representados en las figs. 2 a 4.

Ha de quedar enéendido que la anterior descripcidn
de una forma determinada del invento, se hace a modo de
ejemplo y no debe considerarse como limitacidn de su alcance.

El prese%te-invento corresponde a una solicitdh
de patente formulada en Francia el dia 27 de Diciembre de
1974, sefialada con el N@ 74 42981 y se acoge, por lo tantd,

a los beneficios que otorgan los convenios internacionales

vigentes. .
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crme i —— e nmmm— e e e NOTAmmmmmmmm e e — et -

. Los puntos de invencidn propia y nueva que se

preseﬁtan para que sean objeto de esta patente de veinte
aflos son los siguientes:

l.~- Un sistema para probar un matriz de diodos,
aplicable a la.comprobacién, bajo tensidén inversa, de los
diodos dispuestos en los puntos de cruce de una matriz que
comprende filas y columnas, caracterizado porque comprende:
al menos un primer generador conectado a, por los menos, una
fila a través de, por lo menos, una resistencia; a fin de
enviar a las filas una primera tensibén inversa, un primer
circuito de prueba conectado al terminal de fila de cada
una de las mencionadas primeras resistencias para envia%
una primera seiial si paéa una corriente a través de dicha
resistencia, por lo menos un segundo generador conectado
a, por lo menos, a una columna a través de,‘por lo menos,
una seggnda resistencia a fin de enviar a las columnas una
segunda tensidn inversa; un segundo circuito de prueba conec-
tado al terminal de columna de cada una de las mencionadag
segundas resistencias, para enviar una segunda sefial si pasa
una corriente a través de la registencia; también una unidad
de control que procesa las sefiales primera y segunda emitidas
por los circuitos de prueba, para detectar cualquier diodo
corto-circuitado y localizarlo.

2.~ Un sistema para probar una matriz de diodos,
segin el punto 1, caracterizado porque, para las filas
existe, por lo menos, un generador conectado a todas las
filas a través de las resistencias. N
3.~ Un sistema para probar una matriz de diodos,

segin el punto 1, caracterizado porque existe, por lo menos,
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un generador, y las filas- estidn distribuidas en grupos si-
milares, y el generador esti conectado, por una parte, a
cada grupo de filas a través, para cada fila, de una resis-

tencia de grupo seguida por un diodo de grupo por cada fila,

polarizado para conducir una corriente inversa, ¥y por otra

parte, a las filas de un mismo rango en los grupos a través
de una resistencia de fila seguida también, para cada fila,
por un diodo de fila por cada fila, polarizado para conducir
una corriente inversa; la unidad de control procesa las rpi-
meras seflales, enviadas en caso de un corriente inversa

por los circuitos de prueba asociados con las resistencias
de grupo y con las resistencias de fila, para detectar cual-
quier diodo corto-circuitado y péra localizarlo cuando un
circuito de prueba asociado con una resistencia de grupo y ur
circuito de prueba asociado conm una resistencia de Tila,
envian simultlneamente una sefial,

4.- Un sistema para probar una matriz de diodos,
segin elipunto 3, caracterizado porque esti reparado para
dividir el generador en dos, uno de los cuales envia unav
tensidn inversa a las resistencias de grupo y el otro a las
resistencias de fila, lo éue hace posible realizar las

pruebas adicionales en la unidad de control.

5.~ Un sistema para probar una matriz de diodos.
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Tal y como se ha descrito en la Memoria que ante-
cede} representado en los dibujos que se acompaflan y a los
fines'especificados.

Esta Memoria consta de veinte hojas escritas: por

-una sola cara.

23 MAR 1976

Madrid,

]
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Secretario General
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